Laboratorium Badan Powierzchni

Laboratorium Badan Powierzchni, zlokalizowane w budynkach Instytutu Technologii Polimerow
i Barwnikdw Wydziatu Chemicznego Politechniki todzkiej (ul. Stefanowskiego 116, budynki A8 i A9),
stanowi nowoczesng przestrzen badawczo-dydaktyczng, wspierajacg rozwdj zaawansowanych
materiatdw oraz proces ksztatcenia studentéw i mtodych naukowcow.

W laboratorium realizowane sg badania zwigzane z analizg wtasciwosci powierzchniowych materiatow,
w tym tworzyw sztucznych, kompozytéw, elastomerdw i materiatéw funkcjonalnych. Obejmujg one
m.in. charakterystyke topografii i morfologii powierzchni oraz pomiary energii powierzchniowej,
zwilzalnosci. Jednocze$nie prowadzone s3 zajecia dydaktyczne wykorzystujgce aktywne metody
nauczania, ktére umozliwiajg zdobycie praktycznych umiejetnosci obstugi nowoczesnej aparatury
badawczej oraz interpretacji wynikdw pomiardw.

Laboratorium obejmuje dziewie¢ specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych. Stanowiska znajduja
zastosowanie w dydaktyce oraz badaniach powierzchni materiatéw. Umozliwiajg realizacje zajec
laboratoryjnych, projektédw i prac dyplomowych, a takze prowadzenia badan nad poprawg wtasciwosci
adhezyjnych, opracowywaniem nowych technologii obrébki powierzchni oraz ocene skutecznosci
procesow aktywacji i funkcjonalizacji materiatéw w réznych zastosowaniach przemystowych.

Stanowisko do analizy chemicznej powierzchni FT-IR

To specjalistyczne stanowisko stuzy do identyfikacji struktury chemicznej oraz analizy sktadu
materiatdw na podstawie ich widm w zakresie podczerwieni Sredniej i bliskiej. Spektrofotometr FT-
IR/NIR umozliwia precyzyjne badanie wtasciwosci molekularnych, co pozwala m.in. na: identyfikacje
grup funkcyjnych i zwigzkéw chemicznych, analize sktadu jakosciowego materiatédw, kontrole jakosci
surowcow i produktdéw, analize stopnia degradacji materiatow, oraz weryfikacje zgodnosci materiatow
z wymaganiami technologicznymi.

Wyposazenie:

e spektrofotometr FT-IR/NIR Thermo Scientific Nicolet 6700

e zakres pomiarowy: podczerwien $rednia (4000—-400 cm™') oraz podczerwien bliska (10000-4000 cm™)
e diamentowe akcesorium ATR Smart Orbit do badania prébek statych i ciektych bez koniecznosci ich
specjalnego przygotowania

* przystawka do pomiaréw w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)

e komputer z oprogramowaniem do sterowania aparatem, rejestracji widm oraz ich analizy i
opracowywania wynikéw



Stanowisko do analizy energii powierzchni

To specjalistyczne stanowisko stuzy do pomiaru kata zwilzania oraz wyznaczania energii
powierzchniowej materiatéw, co pozwala na ocene zdolnosci powierzchni do interakcji z cieczami.
Goniometr umozliwia doktadng analize wtasciwosci powierzchniowych, co pozwala m.in. na: okreslanie
kata zwilzania i charakteru powierzchni (hydrofilowego lub hydrofobowego), wyznaczanie swobodnej
energii powierzchniowej wraz z jej sktadowych, kontrole jakosci powtok i warstw cienkich, a takze
porownywanie wtasciwosci powierzchniowych réznych materiatow.

Wyposazenie:

e goniometr DataPhysics Instruments GmbH OCA 15EC

» system dozowania kropli cieczy pomiarowej o wysokiej precyzji

* kamera oraz oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazu kropli

» dostepne ciecze pomiarowe: woda, dijodometan, glikol etylenowy

» stanowisko przystosowane do analizy prébek statych oraz ciektych

Stanowisko do analizy koloru probek

To specjalistyczne stanowisko stuzy do pomiaru i analizy barwy materiatdw oraz oceny zmian
kolorystycznych pod wptywem réznych czynnikéw zewnetrznych. Wykorzystanie spektrofotometrii
odbiciowej umozliwia doktadng charakterystyke parametréw barwy w ujeciu ilosciowym, co pozwala
m.in. na: projektowanie i optymalizacje nowych srodkéw barwigcych oraz kompozytéw polimerowych,
analize wptywu promieniowania, temperatury i innych czynnikéw srodowiskowych na trwatos¢ barwy,
kontrole jako$ci materiatéw i wyrobéw barwionych, poréwnywanie réznic kolorystycznych miedzy
probkami, a takze ocene stabilnosci barwy w czasie.

Wyposazenie:

* spektrofotometr Konica Minolta CM-3600d do pomiaru barwy w geometrii sferycznej

e oprogramowanie umozliwiajgce analize danych kolorystycznych zgodnie z obowigzujgcymi
normami, w tym PN-EN ISO 105-J01

e system oswietlenia i obserwacji zapewniajgcy powtarzalno$é warunkéw pomiarowych

e stanowisko przystosowane do analizy prébek statych

Zakres analiz:

® wyznaczanie parametréw barwy w przestrzeni CIE-Lab: L* (jasnosc¢), a* (oS czerwieni—zieleni), b* (o$
26fci—btekitu)

e okreslanie réznicy barwy AE pomiedzy prébkami

e obliczanie indeksu bieli (Wi), nasycenia (C) oraz odcienia (H)

Stanowisko mikroskopii optycznej

To specjalistyczne stanowisko stuzy do obserwacji i analizy struktury oraz morfologii powierzchni
materiatow w skali mikro. Mikroskopia optyczna umozliwia bezposrednig ocene cech geometrycznych
i niejednorodnosci prébek, co pozwala m.in. na: analize topografii powierzchni, identyfikacje
defektow i nieciggtosci, ocene jakosci powtok i warstw powierzchniowych, badanie struktury
kompozytow i materiatow wielofazowych, obserwacje zmian zachodzacych pod wptywem czynnikow
zewnetrznych oraz dokumentowanie obrazu badanych prébek.

Wyposazenie:

e mikroskop optyczny OpteTech LAB40M do obserwacji w swietle odbitym i/lub przechodzgcym

* mikroskop stereoskopowy Leica MZ6 z ramieniem wysiegnikowym, umozliwiajgcy analize prébek o
wiekszych gabarytach i nieregularnych ksztattach



* system oswietlenia zapewniajgcy odpowiedni kontrast i jako$¢ obrazu
* mozliwosc rejestracji i archiwizacji obrazéow badanych prébek

Stanowisko mikroskopii sit atomowych

To specjalistyczne stanowisko stuzy do analizy topografii oraz wiasciwosci powierzchni materiatéw w
skali nano- i mikrometrycznej. Mikroskop sit atomowych (AFM) umozliwia obrazowanie powierzchni z
bardzo wysokga rozdzielczoscig, co pozwala m.in. na: ocene struktury powierzchni, analize morfologii
materiatow, a takze poréwnywanie powierzchni réznych materiatéw i efektéw ich modyfikacji.
Wyposazenie:

e mikroskop sit atomowych Nanosurf NaioAFM

e zestaw gtowic i sond pomiarowych umozliwiajgcych prace w réznych trybach (kontaktowym,
pétkontaktowym/tapping)

e system precyzyjnego pozycjonowania prébki

e uktad ttumienia drgan zapewniajgcy stabilnos¢ pomiaréw

e komputer z oprogramowaniem do sterowania aparatem, rejestracji oraz analizy obrazéw powierzchni

Stanowisko analizy warstwy wierzchniej

To specjalistyczne stanowisko stuzy do badania wtasciwosci mechanicznych materiatéw w skali mikro- i
nanometrycznej poprzez precyzyjne wgtebianie indenta w powierzchnie prébki. Nanoindentacja
umozliwia bardzo doktadng charakterystyke wtasciwosci mechanicznych warstw powierzchniowych, co
pozwala m.in. na: wyznaczanie twardosci i modutu sprezystosci, analize odpornosci materiatéw na
odksztatcenia plastyczne, ocene wtasciwosci cienkich powtok, badanie jednorodnosci wtasciwosci
mechanicznych, poréwnywanie réznych materiatéw i technologii ich wytwarzania, a takze analize
wptywu modyfikacji powierzchni na parametry mechaniczne.

Wyposazenie:

* nanoindenter Nanotest 600 firmy Micro Materials Ltd.

e zestaw wgtebnikéw diamentowych o réznych geometriach (np. Berkovicha)

e system optyczny do pozycjonowania proébki i lokalizacji obszaru pomiarowego

e komputer z oprogramowaniem do sterowania aparaturg, akwizycji danych oraz analizy wynikdéw

Stanowisko analizy lotnych zwigzkéw organicznych

To specjalistyczne stanowisko stuzy do analizy sktadu gazéw oraz identyfikacji lotnych zwigzkéw
organicznych na podstawie ich mobilnosci jonowej. Spektrometr mobilnosci jondw sprzezony z
kolumng multikapilarng (MCC-IMS) umozliwia szybkie i czute wykrywanie sladowych ilosci substancji,
co pozwala m.in. na: identyfikacje i rozdziat zwigzkéw lotnych (VOC), analize sktadu atmosfery nad
probka, badanie proceséw emisji substancji z materiatdw, monitorowanie zmian chemicznych w czasie,
kontrole jakosSci produktow oraz porownywanie profili zapachowych i chemicznych réznych probek.
Wyposazenie:

e spektrometr mobilnosci jondw MCC-IMS firmy G.A.S. Dortmund

* kolumna multikapilarna umozliwiajgca wstepny rozdziat zwigzkéw przed analizg IMS

e system dozowania i wprowadzania prébek gazowych oraz badania przestrzeni nad prébka
(headspace)

¢ uktad detekcji o wysokiej czutosci pozwalajgcy na analize sladowych ilosci substancji

e komputer z oprogramowaniem do sterowania aparaturg, rejestracji oraz analizy widm mobilnosci
jonow



Stanowisko analiz tribologicznych i zuzycie sciernego

To specjalistyczne stanowisko stuzy do badania wtasciwosci tribologicznych materiatéow, w
szczegblnodci ich odpornosci na zuzycie oraz charakterystyki tarcia w warunkach kontrolowanego
kontaktu powierzchni. Aparatura umozliwia analize zachowania materiatdw w warunkach
eksploatacyjnych, co pozwala m.in. na: wyznaczanie wspétczynnika tarcia, ocene odpornosci na zuzycie
$cierne, analize mechanizmdw zuzycia, poréwnywanie witasciwosci tribologicznych réznych materiatow
i powtok, badanie wptywu obcigzenia oraz warunkdéw pracy na procesy tribologiczne, a takze kontrole
jakos$ci materiatdw stosowanych w elementach wspoétpracujgcych.

Wyposazenie:

e trybometr T-05 typu rolka—klocek, umozliwiajgcy badanie tarcia i zuzycia w uktadzie kontaktowym
przy kontrolowanych parametrach obcigzenia i predkosci

e aparat do badania Scieralnosci metoda Schoppera—Schlobacha, pozwalajacy na ocene odpornosci
materiatdw na zuzycie $cierne

e system rejestracji parametréw procesu (sita tarcia, droga tarcia, czas)

e komputer z oprogramowaniem do akwizycji danych oraz analizy wynikow

Stanowisko modyfikacji plazmowej

To specjalistyczne stanowisko stuzy do modyfikacji wtasciwosci powierzchni materiatéw z
wykorzystaniem niskotemperaturowej plazmy, a takze do ich aktywacji i oczyszczania. Reaktor
plazmowy umozliwia kontrolowang obrébke powierzchni, co pozwala m.in. na: zwiekszanie zwilzalnosci
i energii powierzchniowej, poprawe adhezji powtok, klejow i farb, usuwanie zanieczyszczen
organicznych, aktywacje chemiczng powierzchni, funkcjonalizacje materiatéw, a takze modyfikacje
wtasciwosci powierzchniowych bez wptywu na wiasciwosci objetosciowe materiatu.

Wyposazenie:

e reaktor plazmowy Diener PlasmaBeam

e gfowica plazmowa do precyzyjnej obrobki wybranych obszaréw




Rezerwacje

Stanowiska laboratoryjne wchodzgce w sktad Laboratorium badan powierzchni mozna rezerwowac
poprzez kontakt:

¢’ drinz. Tomasz Gozdek, e-mail: tomasz.gozdek@p.lodz.pl



